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銅と比較し、コストや表面耐食性の面で優れたアルミは装置や機器に組み込まれる
部材として活用される。
アルミの配管加工で、特に結晶粒の構造が変化し、強度に影響をもたらすと考えら
れるため、透過電子顕微鏡(TEM)を用い、断面組織の電子回折の解析を行った。
組織の電子回折図をもとに、非弾性散乱成分を示す高次ラウエゾーン（HOLZ）の
観察像より、格子定数と格子ひずみに関する精密な情報を得られると期待でき、加
工過程で生じる残留ひずみの計測へ適用できる。

実験
Experimental

以下の手順でTEM観察と解析を実施。
１ 集束イオンビーム(FIB)加工装置で銅管表面より試料を切り出し、切りかけメッ
シュに接着。
２ FIB加工装置で、切りかけメッシュに接着した試料の薄片化を行い、TEM観察試
料を作製。
３ 試料薄片の収束電子回折図形をTEMで撮影。
４ 電子回折図形を構成するHOLZからシミュレータを用い格子面間隔を計測。
ナノテクノロジープラットフォーム利用装置
材料系電子顕微鏡用試料作製装置群
FIB-SEM Scios2サーモフィッシャーサイエンティフィック社製
TEM観察はダイキン工業株式会社で実施。

結果と考察
Results and Discussion

図1の(a)は銅管の[112]方向から取得した電子回折パターンであり、131反射の収束
電子回折像に存在するHOLZを図1の(b)の通り、黒い筋として観察できる。
図1の(c)はHOLZ解析ソフトを用いたシミュレーション像を重ね合わせた像で、交
差する特有の図形の幅と角度から、格子面間隔の変化を計測でき、各結晶粒の残留
ひずみの計測へ適用できる。
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図1．アルミ結晶組織のHOLZとシミュレーション例
(a)[112]入射の電子回折パターン
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(b)HOLZライン上の菊池パターン
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(c)シミュレーション例
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